
令和7年8月29日改定

別表第１（中高生等に対する教育実習等）（要項第７条関係）　

通し
番号

機　器　名 機器№ 測定方法 利用料

1 室温測定 17,000円/日

2 低温測定 20,000円/日

3 透過型電子顕微鏡（ナノ環境物質表面複合分析システム） 1-2 通常 20,000円/日

4 ICP発光分析装置 1-4 通常 20,000円/日

5 光電子ナノ表面分析装置 1-5 通常 20,000円/日

6 走査型電子顕微鏡 1-6 通常 25,000円/日

※ 上記以外の中高生等に対する教育実習等の料金は，本部長が利用者と協議の上決定するものとする。

別表第２（依頼分析）（要項第７条関係）

通し
番号

機　器　名 機器№ 測定方法 依頼分析料

1 一般測定(1次元-1H) 5,000円/試料

2 一般測定(1次元-13C) 20,000円/試料

3 特殊測定(2次元-COSY) 30,000円/試料

4 特殊測定(2次元-NOESY) 40,000円/試料

7 その他特殊測定 要相談

8 固体試料測定 要相談

9 標準的な条件での測定及び解析 50,000円/試料

10
特殊な指定条件等での測定及び解析
・測定回数の変更/特殊試料など

要相談

11
Bｏｏｎｔｏｎ　72Ｂ
Ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ　ｍｅｔｅｒ

2-5 ＤＬＴＳ　またはＩＣＴＳ測定
220,000円/試料

電極作製費（Ni蒸着）
110,000円

12 界面顕微光応答測定装置 2-6
44,000円/測定

電極作製費（Ni蒸着）
110,000円

13 ソースユニット2657A 2-7 3kVまでのI-V測定 16,500円/時間

14
iHR32　CCDカメラ付分光器
IK3151R-E ヘリウムカドミウムレーザー

2-8 110,000円/試料

15 テラヘルツ時間領域分光装置 2-9 透過型または反射型測定
5,000円/試料

試料形態などにより要相談
※ 上記以外の依頼分析料は，本部長が利用者と協議の上決定するものとする。
※ 各機器の使用時間は１ヶ月を単位として集計し，１時間未満の利用は切り上げて利用料を計算するものとする。

イメージングプレート単結晶自動X線構造解析装置
（試料吹付低温装置付属）
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高分解能溶液核磁気共鳴測定装置

MSE表面強度評価装置
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